NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60749-1
STAN DARD Premiére édition

First edition
2002-08

Dispositifs a semiconducteurs —
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —

Partie 1:
Généralités

Semiconductor devices —

Mechanical and climatic test methods —

Part 1:
General

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60749-1:2002

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



Numeérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devient la CEl 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEl
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations sur les
sujets a I'étude et 'avancement des travaux entrepris
par le comité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi que la liste des publications parues, sont
également disponibles par l'intermédiaire de:

. Site web de la CEl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) vous permet
de faire des recherches en utilisant de nombreux
criteres, comprenant des recherches textuelles, par
comité d’études ou date de publication. Des
informations en ligne sont également disponibles sur
les nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

. IEC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(http://www.iec.ch/online _news/justpub/jp entry.htm)
est aussi disponible par courrier électronique.
Veuillez prendre contact avec le Service client
(voir ci-dessous) pour plus d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +4122919 02 11

Fax: +4122919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) enables
you to search by a variety of criteria including text
searches, technical committees and date of
publication. On-line information is also available
on recently issued publications, withdrawn and
replaced publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(http://www.iec.ch/online _news/justpub/jp entry.htm)
is also available by email. Please contact the
Customer Service Centre (see below) for further
information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this
publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 2291902 11

Fax: +41 22919 03 00

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60749-1
STAN DARD Premiére édition

First edition
2002-08

Dispositifs a semiconducteurs —
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —

Partie 1:

Généralités

Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods —

Part 1:
General

0 IEC 2002 Droits de reproduction réservés O Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 91902 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX H
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexayH Hasa dnekTpoTexHnyeckas Komuceus . . .
XAyHapoaras nektpote eckan Romuce Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



-2- 60749-1 © CEI:2002

SOMMAIRE
AV ANT -PROP O ..o e et e e et et e et e e e e e et e et e e e eaanas 4
INTRODUGCTION Lottt ettt ettt et e e et et e et et e e et e e e e e an e 8
1 Domaine d'appliCation .......ouiiii 10
2 REAfErences NOMMatiVeS ... . i e 10
3 Termes, définitions et symboles lIttEraux ..........oovuiiiiiiiiii e 10
4 Conditions atmospheériques NOrMales ..ot 10
B MESUIES BlECIIIQUES .viieiii e e e 12
6 Utilisation de dispositifs défectueux électriquement ... 12

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



60749-1 © IEC:2002 -3-

CONTENTS
FOREW ORDD ... e e ettt 5
INTRODU CT ION L e et e e eaaeas 9
S To o Yo 1= YR 11
2 NOMMALIVE TE BB CES .. e it 11
3 Terms, definitions and letter Symbols ... ... 11
4 Standard atmospheric CONAItIONS ......ciuiiiii e 11
5 EleCtrical MEaASUIEIMENTS . o 13
6 Use of electrically defective deViCes ... 13

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



_4_ 60749-1 © CEI:2002

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 1: Généralités

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de [I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60749-1 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette premiére édition de la CEl 60749-1, ainsi que les autres parties de cette série, remplace-
ront I'édition antérieure de la CEIlI 60749 dans laquelle les méthodes d'essais constituaient
une seule norme subdivisée en chapitres relatifs aux méthodes d'essais mécaniques,
climatiques et diverses.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1638/FDIS 47/1653/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Chaque méthode d'essai régie par la présente norme et faisant partie de la série est une
norme indépendante, numérotée CE| 60749-2, CEI 60749-3, etc. La numérotation de ces
méthodes d'essai est séquentielle et il n'y a pas de relation entre le numéro et la méthode
d'essai (c'est-a-dire pas de regroupement de méthodes d'essais). La liste de ces essais sera
disponible sur le site Internet de la CEl et dans le catalogue.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 1: General

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-1 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This first edition of IEC 60749-1, as well as the other parts of this series, will replace the pre-
vious edition of IEC 60749 in which the test methods were contained in one standard which
was subdivided into chapters relating to mechanical test methods, climatic test methods and
miscellaneous test methods.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1638/FDIS 47/1653/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Each test method governed by this standard and which is part of the series is a stand-alone
document, numbered IEC 60749-2, IEC 60749-3, etc. The numbering of these test methods
is sequential, and there is no relationship between the number and the test method (i.e. no
grouping of test methods). The list of these tests will be available in the IEC Internet site and
in the catalogue.
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La mise a jour de toute méthode d'essais individuelle est indépendante de toute autre partie.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* annulée;

* remplacée par une édition révisée, ou encore
+ modifiée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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Updating of any of the individual test methods is independent of any other part.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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INTRODUCTION

Les activités du groupe d'études 2 du comité d'études 47 de la CEl comprennent I'élaboration,
la coordination et la révision des essais climatiques, électriques (pour lesquels seules les
conditions électriques, de verrouillage et d'ESD sont prises en compte), mécaniques et les
techniques d'inspection associées, requises pour assurer la qualité et la fiabilité pour la
conception et la fabrication des semiconducteurs.
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INTRODUCTION

Activity within IEC technical committee 47, working group 2, includes the generation,
coordination and review of climatic, electrical (of which only ESD, latch-up and electrical
conditions for life tests are considered), mechanical test methods, and associated inspection
techniques needed to assess the quality and reliability of the design and manufacture of
semiconductor products and processes.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 1: Généralités

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60749 est applicable aux dispositifs a semiconducteurs
(dispositifs discrets et circuits intégrés) et établit des dispositions communes a toutes les
autres parties de la série.

Au cas ou il y aurait contradiction entre cette norme et une spécification d'équipement
particuliére, cette derniére prévaudrait.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour |'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050 (toutes les parties), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)
CEI 60747 (toutes les parties), Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets

CEI 60748 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés

3 Termes, définitions et symboles littéraux

Les termes, définitions et symboles littéraux utilisés dans la CEI 60747 et la CEI 60748
sont applicables. Pour la terminologie générale, les lecteurs doivent se référer a la série
CEI 60050 (VEI).

4 Conditions atmosphériques normales

4.1 Sauf spécification contraire, toutes les épreuves et les reprises doivent étre effectuées
dans les conditions atmosphériques normales d’essai:

— température: comprise entre 15 °C et 35 °C;
— humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s’il y a lieu;
— pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa.

4.2 Toutes les mesures électriques, ainsi que les reprises suivies de mesures, doivent étre
effectuées dans les conditions atmosphériques suivantes:

— température: (25 £ 5) °C;

— humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s’il y a lieu;

— pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 1: General

1 Scope

This part of IEC 60749 is applicable to semiconductor devices (discrete devices and
integrated circuits) and establishes provisions common to all the other parts of the series.

In the case of contradiction between this standard and a relevant procurement specification,
the latter should govern.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary (IEV)
IEC 60747 (all parts), Semiconductor devices — Discrete devices

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices — Integrated circuits

3 Terms, definitions and letter symbols

The terms, definitions and symbols used in IEC 60747 and IEC 60748 apply. For general
terminology readers are referred to IEC 60050 (VEI) series.

4 Standard atmospheric conditions

4.1 All tests and recoveries, unless otherwise specified, shall be carried out under standard
atmospheric conditions for testing:

- temperature: 15 °C to 35 °C;
- relative humidity: 45 % to 75 %, where appropriate;
— air pressure: 86 kPa to 106 kPa.

4.2 All electrical measurements, as well as recoveries followed by measurements, shall
however, be carried out under the atmospheric conditions:

- temperature: (25 £ 5) °C;
- relative humidity: 45 % to 75 %, where appropriate;
— air pressure: 86 kPa to 106 kPa.
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4.3 Avant d’effectuer les mesures, les spécimens doivent étre laissés au repos jusqu’a ce
que I’équilibre de température soit atteint en vue d'une stabilisation. La température ambiante
pendant les mesures doit étre notée dans le compte rendu d’essais.

4.4 Pendant les mesures, les spécimens ne doivent pas étre exposés aux courants d’air,
a une lumiére vive ou a d’autres causes qui pourraient provoquer une erreur.

5 Mesures électriques

5.1 Pour les essais d'environnement, les caractéristiques a vérifier doivent étre choisies
parmi celles de l'article «Réception et fiabilité» de la partie applicable de la série CElI 60747
ou de la série CEI 60748; elles sont spécifiées pour chaque catégorie de dispositifs.

5.2 Pour les conditions de mesure, se référer au tableau «Conditions pour les essais
d’endurance» de l'article «Réception et fiabilité» de la partie applicable de la série CEl 60747
ou de la série CEl 60748.

5.3 Mesures initiales
Si I'on ne retient comme critéres que la limite supérieure de la spécification et/ou sa limite
inférieure, on laisse a la discrétion du fabricant de déterminer si I'on doit faire ou non des

mesures initiales. Mais des mesures initiales doivent étre effectuées si I'on utilise la valeur
initiale d’un dispositif individuel comme critére.

5.4 Mesures devant étre effectuées pendant I’essai climatique ou mécanique

A indiquer, s’il y a lieu.

5.5 Mesures finales

Lorsque l'essai figure dans la spécification particuliere en tant que partie d’'une séquence
(sous-groupe) d’essais, les mesures ne sont a faire qu’a la fin de la séquence.

6 Utilisation de dispositifs défectueux électriquement

Pour certains essais, tels que la soudabilité ou la fatigue des sorties, des dispositifs
présentant un défaut électrique peuvent étre utilisés.
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4.3 Before the measurements are made , the specimens shall be stored until temperature
equilibrium is reached with a view to stabilization. The ambient temperature during the
measurements shall be stated in the test report.

4.4 During measurements, the specimens shall not be exposed to draughts, illumination or
other influences likely to cause error.

5 Electrical measurements

5.1 For environmental testing, the characteristics to be checked shall be selected from the
“Acceptance and reliability” clause of the relevant part of the IEC 60747 or the IEC 60748
series; they are specified for each device category .

5.2 Measurement conditions: refer to the table “Conditions for the endurance tests” in the
“Acceptance and reliability” clause of the relevant part of the IEC 60747 or the IEC 60748 series.

5.3 Initial measurements

If upper specification limit and/or lower specification limit criteria are required only, it is left to
the discretion of the manufacturer whether initial measurements are made or not. Initial
measurements shall be made where individual values for an individual device are a criterion.

5.4 Measurements monitored during environmental testing
To be stated, where appropriate.
5.5 Final measurements

When the test is called for in the relevant specification as part of a sequence (sub-group) of
tests, measurements are required only at the end of the sequence.

6 Use of electrically defective devices

For certain tests, such as solderability or lead fatigue, electrically defective devices may be used.
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Annexe A
(informative)

Index des références croisées

60749-1 © CEI:2002

60749
CEIl 60749-xx Titre . Numéro
Chapitre d’article
-1 Généralités 1 1a4
-3 Examen visuel externe 1 5
-1 Généralités 1 6
-14 Robustesse des terminaisons (intégrité des conducteurs) 1 2 1
-21 Brasabilité ' 2 2.1
-15 Résistance a la chaleur de soudage des composants montés a 2 2.2
travers les trous du circuit imprimé 1
-20 Résistance des CMS a boftier plastique a I'effet combiné de 2 2.3
’lhumidité et de la chaleur de soudage
-12 Vibrations, fréquences variables 2 3
-10 Chocs mécaniques 2 4
-36 Accélération constante 2 5
-22 Robustesse des contacts soudés 2 6
-19 Résistance de la pastille au cisaillement 1 2 7
-25 Variations rapides de température (air, air) ! 3 1.1
-11 Variations rapides de température — Méthode des deux bains 3 1.2
-6 Stockage a haute température 3 2
-2 Basse pression atmosphérique 3 3
A I’étude 3 4A
-5 Essai continu de chaleur humide sous polarisation ! 3 4B
-4 Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur 3 4C
humide
-8 Etanchéité 3 5
-13 Atmosphére saline 3 6
A I'étude 3 7
-7 Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des autres 3 8
gaz résiduels
-31 Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique 4 1.1
(cas d’une cause interne d’inflammation)
-32 Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique 4 1.2
(cas d’'une cause extérieure d’inflammation)
-9 Permanence du marquage 4 2

1A paraitre.
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Annex A
(informative)

Cross-references index

60749
IEC 60749-xx Title Clause
Chapter number
-1 General 1 1t04
-3 External visual examination 1 5
-1 General 1 6
-14 Robustness of terminations (lead integrity) ! 2 1
-21 Solderability ' 2 2.1
-15 Resistance to soldering temperature for through-hole mounted 2 2.2
devices '
-20 Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of 2 2.3
moisture and soldering heat
-12 Vibration, variable frequency 2 3
-10 Mechanical shock 2 4
-36 Acceleration, steady state ' 2 5
-22 Bond strength 2 6
-19 Die shear strength ' 2 7
-25 Rapid change of temperature (air, air) ' 3 1.1
-11 Rapid change of temperature — Two-fluid-bath method 3 1.2
-6 Storage at high temperature 3 2
-2 Low air pressure 3 3
Under consideration 3 4A
-5 Steady state temperature humidity bias life test 3 4B
-4 Damp heat, steady state, highly accelerated test (HAST) 3 4C
-8 Sealing 3 5
-13 Salt atmosphere 3 6
Under consideration 3 7
-7 Internal moisture content measurement and the analysis of other 3 8
residual gases
-31 Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced) 4 1.1
-32 Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced) 4 1.2
-9 Permanence of marking 2

1 To be published.
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I EC Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we
continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute
to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to

the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé

1211 Genéve 20

Switzerland

or

Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire
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Ne pas affranchir
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Please report on ONE STANDARD and
ONE STANDARD ONLY . Enter the exact
number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

Please tell us in what capacity(ies) you
bought the standard (tick all that apply).
| am the/a:

purchasing agent a
librarian a
researcher a
design engineer d
safety engineer a
testing engineer d
marketing specialist (

| work for/in/as a:
(tick all that apply)

manufacturing EI
consultant a
government A
test/certification facility d
public utility a
education a
military A

This standard will be used for:
(tick all that apply)

general reference

product research

product design/development
specifications

tenders

quality assessment
certification

technical documentation
thesis

manufacturing

Lol udodo

This standard meets my needs:
(tick one)

not at all
nearly
fairly well
exactly

Codood

Q6

Q7

Q8

Q9

If you ticked NOT AT ALL in Question 5
the reason is: (tick all that apply)

standard is out of date a
standard is incomplete a
standard is too academic a
standard is too superficial a
title is misleading d
I made the wrong choice a

Please assess the standard in the
following categories, using

the numbers:

(1) unacceptable,

(2) below average,

(3) average,

(4) above average,

(5) exceptional,

(6) not applicable

timeliness ..o,
quality of Writing...........ccoeeiviiiiininins
technical contents..............coooieiiin,
logic of arrangement of contents ..........
tables, charts, graphs, figures...............
Other ..o

| read/use the: (tick one)

French text only
English text only
both English and French texts

LoD

Please share any comment on any
aspect of the IEC that you would like
us to know:
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I EC Enquéte sur les normes
—

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer

gue nous continuons a répondre a votre attente, nous avons besoin de quelques
renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant
pour répondre au questionnaire ci-apres et de nous le retourner par fax au

+41 22 919 03 00 ou par courrier a I'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientele (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembeé

1211 Genéve 20

Suisse

ou

Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi
a la Normalisation Internationale.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

A Prioritaire [fEEE;;]

Non affrancare

No stamp required

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

REPONSE PAYEE
SUISSE

Centre du Service Clientele (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé

1211 GENEVE 20

Suisse

‘NYI-ING AT1ddNS MO09 A9 A3 17ddNS “‘ATNO NOILYOOTSIHL 1V 3SN T¥YNYALN| ¥O0d



Q1

Q2

Q3

Q4

Veuillez ne mentionner qu'UNE SEULE
NORME et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)

En tant qu’acheteur de cette norme,
guelle est votre fonction?

(cochez tout ce qui convient)

Je suis le/un:

agent d’'un service d’achat a
bibliothécaire a
chercheur a
ingénieur concepteur d
ingénieur sécurité (N
ingénieur d’essais a
spécialiste en marketing a
AULTE(S) ev i

Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

dans l'industrie |
comme consultant |
pour un gouvernement |

pour un organisme d’essais/
certification

a
dans un service public d
dans I'enseignement a
comme militaire a
AULTE(S) e evn e

Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence

une recherche de produit

une étude/développement de produit
des spécifications

des soumissions

une évaluation de la qualité

une certification

une documentation technique

une thése

la fabrication

AULTE(S) er i

coodoodoodoo

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Cette norme répond-elle a vos besoins:
(une seule réponse)

pas du tout
a peu pres
assez bien
parfaitement

oooo

Si vous avez répondu PAS DU TOUT a

Q5, c’est pour la/les raison(s) suivantes:

(cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d’'étre révisée EI
la norme est incompléte d
la norme est trop théorique a
la norme est trop superficielle d
le titre est équivoque a
je n’ai pas fait le bon choix d
AULFE(S) wveereeie e

Veuillez évaluer chacun des critéres ci-
dessous en utilisant les chiffres

(1) inacceptable,

(2) au-dessous de la moyenne,

(3) moyen,

(4) au-dessus de la moyenne,

(5) exceptionnel,

(6) sans objet

publication en temps opportun ..............
qualité de la rédaction.............cc.cceeennee.
contenu technique ..............ooovini,
disposition logique du contenu..............

tableaux, diagrammes, graphiques,
figUreS ..

AULIE(S) vveviiiiiie i

Je lis/utilise: (une seule réponse)

uniguement le texte frangais
uniquement le texte anglais
les textes anglais et francgais

O oo

Veuillez nous faire part de vos
observations éventuelles sur la CEl:

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THISLOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.



ISBN 2-8318-6549-2

9 "782831"865492

ICS 31.080.01

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



